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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

ベンゾイル基を導入したスケトウダラ由来ゼラチンを用いて調製した微粒子(Bz-
MPs)表面のベンゾイル基量を評価する

実験
Experimental

XPS装置(HAX-PESおよびXPS-Quantera SXM)を使用して、ベンゾイル基を導入し
たスケトウダラ由来ゼラチンからなる粒子(Bz-MPs)と未導入の粒子(Org-MPs)表面
のスペクトル測定を行った。まずwide scanにより試料表面の元素分析を行った後、
検出された各元素のnarrow scanにより各元素の詳細なスペクトルを測定した。得
られたスペクトルは解析ソフトを使用してスペクトル解析を実施した。

結果と考察
Results and Discussion

HAX-PESを使用して測定したOrg-MPsのC1sスペクトルは、試料中のC関連の化学
結合に由来するピーク位置の文献値と比較してピーク位置が0.5-1 ppmほど低くシ
フトしていることが確認された。Bz-MPsに関しても、測定によって得られたスペ
クトルのピーク位置は、文献値よりも0.5-1 ppmほど低いことが確認された。サン
プルを再度調製しXPS-Quantera SXMを使用して測定を実施したところ、いずれの
サンプルにおいても同様の傾向が見られた。
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図1 Org-MPsのXPSワイドスキャンデータ
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